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Uloha 2: Klasifikace
Vytvoite program pro kamerovou inspekci dvou riznych vyrobka (matice, podlozka) Vyrobky se
mohou objevovat v zorném poli kamery nahodile samostatné i ve skupinach (napt. podlozka, matice
nebo samé matice). Systém klasifikuje jednotlivé vyrobky v zorném poli kamery a na kazdém
provede odpovidajici inspekci.
e Podlozka — inspekce je OK jestlize vnitini pramér podlozky je v toleranci 12,5+1mm
e Matka - inspekce je OK jestlize vnitini primér matky je v toleranci 12+1mm

Vyvojovy diagram inspekce je na obr.1

Start

default

objekt nalezen

dber objekt|

nalezena podlozka
P zadny

| zobrazeni

default

default

default

podlozka

nalezena matice

obr.1 Vyvojovy diagram inspekce
o KLASIFIKACE

1) V inspekénim kroku “Acquire Images” - ziskani obrazu vyberte ikonu “Acquire
Image(1394,GigE or USB)” pro ziskani obrazu z kamery. Vyberte kameru Basler, zvolte single
image o krok potvrd'te

2) V inspekénim kroku “ Enhance Images ” vyberte krok ,,Calibrate image* a proved'te kalibraci
pro méfeni rozmért v milimetrech. Vyberte polozku ,,New Calibration“ a kalibraci si pojmenuijte.
V dal$im kroku vyberte polozku ,,Point Distance Calibration“ a v nasledujicim kroku zvolte
obrazek z kamery (v zorném poli kamery musite mit vlozené pravitko) vyznacte v obrazku body na
pravitku, vyberte jednotky mm a zadejte vzdalenost mezi body.

2) V inspekénim kroku “Vision Assistant” — obrazovy asistent proved’te upravu obrazu
s vyuzitim krokl podle obr.2. Vysledkem je ziskdni obrazu ,, ¢erna — bild* a odstranéni malych
objektl zpisobenych necistotami apod.

Script:  Vision Assistant Step *
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3) V inspekénim kroku “Classifi objects” - identifikace objektli nauéte software rozliSovat
jednotlivé objekty ( matka, podlozka a Sroub) Nasnimané vzory si ulozte do souboru. Aby rozliSeni
bylo spolehlivé, nasnimejte si objekty v rtiznych polohdch a na rliznych mistech zorného pole
kamery.

NI Particle Classification Training Interface - klas.clf O *

File Edit Tools Help
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~ | Add Samples Classify | Edit Classifier

1. Click File»Open Images.

2. Mavigate to the appropriate image.

3. Draw a region of interest (ROI) around the sample
you want to add.

4. Use the tabs below the display window to adjust
the parameters.

5. If a Class Label has not been created for the
sample, dick Add Class.

6. Select the appropriate dass in the Classes table.
7. Click Add Sample to add the object in the ROI to
the selected dass.

Add Class Delete Class
Add Sample Rename Class

Mumber of Samples for each Class

Class Label # Samples
matka | 4]
podlozka 5

2590x1942 1% (1134,401) <
Preprocessing Engine Options | Partice Classifier Options
Method Manual Threshold e Range Min| 128 5 Max
Look For  |Bright Objects ~

Reject Objects Touching ROI

Remove 5mall Cbjects 0k s Ty
(# of Erosions)

Total Number of Samples: 9

Obraz upraveny vision assistantem a po provedené klasifikaci vypada nasledovné:

4) V inspek¢énim kroku “Set Global Variable”- nastaveni globalni proménné nastavte proménnou
,,citac® na nulu.
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Step Name

Set Global variable 1
Varizbles

Variables

Current Value
- Inspection
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Operation

New Value

I T R

Operation
Do not Set
© set to Constant 0
Set to Measurement
Increment
Decrement
Set to Inital Value

Comment

Edit Variables oK

e Vybér objektu

Cancel

1) Vinspekénim kroku ,Set Global Variable*
inkrementaci proménné ¢ita¢

Step Name
Index Measurements 1

Source Array

Settings Destination Array
O . Inspect S
- Classify Objects 1 tay Function
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[
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Object [].X Position (Calit
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Object [ ].Classification 5¢
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[ Cbiect [1.Class
1 matka

2 Other

3 podiozka

4 podiozka

Delete Element
Replace Element

Compute Statistics
Get Histogram

Element Index
Inspection Variable - citac (3)

¢ Inspekce Podlozky

oK Cancel

nastaveni globalni

proménné proved’te

2) V inspekénim kroku ,,Idex Measurements“-index méfeni zaskrtnéte polozku ,,Object []. Class

State:  podlozka

>l > 4

Index Measurements 1

Index = 3
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Find Circular Edge 1

Radius = 5,65 mm

m,

Custom Overlay 1
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1) V inspekénim kroku ,,Index Measurements* — zaskrtnéte polozku ,,Object []. X Possition a
Object []. Y Possition

2) V inspek¢nim kroku ,,Create Region of Interest® vytvoite oblast zajmu ,,mezikruzi - annulus®
vhodnou pro meéfeni vnitintho priméru podlozky. K umisténi vyuzijte nalezené¢ x-ové a y-ové
soufadnice klasifikovaného objektu.

3) V inspekénim kroku “Find Circular Edge” - zméite vnitini primér podlozky. Pro méfeni
pouzijte vytvofenou oblast zdjmu z ptredchoziho kroku. Limity nastavte tak, ze inspekce bude ,,pass*
pokud bude velikost podlozky (polomér) v toleranci zadané vyucujicim.

4) V inspekénim kroku “ Custom Overlay ”- zobrazeni uzivatelskych dat v aktualnim obrazu
zobrazte vysledek inspekce vzdy piimo u objektu.

matka OK

e Inspekce matky
Inspekce matky je velice podobnd inspekci podlozky. VyuZijete stejnych inspekcnich krokt

o Inspekce neznamého objektu

1) V inspekénim kroku “Set Inspection Status”

e <_ Z W0 vyberte nastaveni inspekce je ,,Fail.
== Ij 2) Vinspekénim kroku ,ldex Measurements
zaSkrtnéte polozku ,,Object [i] x Possition a Object [i]

Index Measurements 1 |Custom Cverlay 1 .
y Possition

Index =1

3) V inspekénim kroku “Custom Overlay ”- zobrazeni
uzivatelskych dat v aktudlnim obrazu zobrazte vysledek inspekce vzdy pfimo u objektu.

e Zobrazeni

1) V inspekénim kroku ,,Display Image“ zobrazte vyslednou inspekci.
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